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DETERMINACAO DA ESPESSURA DE FILMES FINOS DE TiO2 COM AUXILIO DO METODO
COMPUTACIONAL PUMA
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O presente trabalho visa encontrar a espessura de filmes finos de TiO2 a partir do Método Computacional
PUMA, utilizando, para tanto, apenas o grafico de transmitdncia, obtido diretamente da anélise
espectrofotométrica. O método computacional ¢ uma ferramenta utilizada para determinar parametros
Opticos e espessura de filmes finos, associando uma funcdo de transmitancia tedrica a uma fungdo
experimental obtida por espectrofotometria. Por meio do software PUMA (Pointwise Unconstrained
Minimization Approach) pode-se determinar a espessurade um filme fino utilizando apenas dados de
transmitancia. O software estima uma curva de transmitancia teérica e a compara com a curva real, que
depende diretamente da espessurado filme. Encontrar melhores valores para curva de transmitancia trata-
se deum problema de otimizacdo computacional, ja que a transmitancia é uma funcéo daespessurae demais
parametros 6pticos do filme. Ao estimar uma curvapréoxima areal obtém-se aespessurado filme analisado.
Filmes finos de TiO2 foram depositados pelo método de Magnetron Sputtering, utilizando Iaminas de vidro
como substrato, tais filmes foram analisados com espectrofotdmetro e, pelo gréfico de transmitancia, foi
calculada a espessura destes filmes, utilizando, portanto, apenas o parametro Optico para este estudo. Os
filmes finos deste trabalho apresentaram valores de espessura que variaram dentro do intervalo entre 100 e
500 nm.
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